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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

CDV Report on voting
47/2017/CDV 47/2074/RVC

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

7 Measurements

Delete the last sentence of this clause (“This and the high temperature testing restrictions...”)
and Note 1.

Add the following new paragraph:

If the devices have been removed from bias and the 96 hour window is exceeded, the stress
shall be resumed for the duration specified in Table 1 prior to completion of the
measurements. After an interim measurement, the stress shall be continued from the point of
interruption. This and the high temperature testing restrictions of this clause need not be met
if verification data for a given technology is provided.”

Renumber the existing Note 2 as Note.

Add the following table after the Note:
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Table 1 — Additional stress requirements for parts not tested within 96 h

Hours by which 96 h window has been exceeded

>0 but <168 >168 but <336 >336 but <504 Other
Additional stress hours 24 h for each 168 h (week) by
required prior to 24 48 72 which the 96 h window has

performing electrical test

been exceeded

9 Summary

Replace, in item f), the reference to “Clause 6” by “Clause 7”.
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AVANT-PROPOS

Cet amendement a été établi par le comité d'études 47: Dispositifs a semi-conducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
47/2017/CDV 47/2074/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch” dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimeée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

7 Mesures

Supprimer la derniere phrase de cet article (« Cette condition. ainsi que les restrictions d’essai
a haute température... » et supprimer Note1:

Ajouter le nouveau alinéa suivant:

«Si les dispositifs ont été retirés de la polarisation et que lintervalle de 96 heures est
dépassé, la contrainte doit étre reprise pendant la durée spécifiée dans le Tableau 1 avant
I’exécution des mesures. Aprés une mesure intermédiaire, la contrainte doit étre continue a
partir du point d’interruption. Cette condition ainsi que les restrictions d’essai a haute
température de cet article ne nécessitent pas d’étre satisfaits si les données de vérification
pour une technologie donnée sont fournies.»

Renuméroter la Note 2 existante en Note.

Ajouter le tableau suivant aprés le Note:
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Tableau 1 — Prescriptions relatives aux contraintes supplémentaires
pour les parties non testées dans les 96 h

Heures par lesquelles I’intervalle de 96 heures a été dépassé

>0 mais <168

>168 mais <336

>336 mais <504

Autre

Heures de contrainte
supplémentaires
nécessaires avant
d'effectuer I'essai
électrique

24

48

72

24 h tous les 168 h (une
semaine) par lesquelles
I'intervalle de 96 heures a été
dépassé

9 Résumé

Remplacer, dans le point f), la référence a I’Article 6 par «Article 7 ».
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